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Microscopia Optica de campo préximo do tipo varredura (IR s-SNOM) é uma técnica
estabelecida na area de imageamento spectral por sua capacidade de realizacdo de espectroscopia de
infravermelho na nanoescala. A técnica pode ser aplicada na analise de materiais moleculares,
fotdnicos, plasmonicos, tecidos bioldgicos e mais recentemente em dispositivos bidimensionais
baseados em grafeno. Tradicionalmente baseada no uso de lasers como fonte de luz, a IR s-SNOM
tem sido uma das Unicas técnicas capazes de sondar propriedades dielétricas dos materiais além do
limite da difracdo da luz. No entanto, a demanda crescente de respostas em casos cientificos
relacionados a materiais moleculares (como blendas poliméricas e tecidos biol6gicos) tem estimulado
0 uso de fontes de IR de banda larga alternativas aos lasers as quais sejam capazes de cobrir a regido
de “fingerprint” de IR com razoavel relagdo sinal-ruido (SNR), faixa espectral onde estdo localizados
0s modos vibracionais da maioria dos materiais organicos. Neste cenario o uso de fontes de IR
sincrotron, as quais possuem alta radiancia espectral ao longo de todo o espectro de IR, é um caminho
promissor para realizacdo de analise quimica de nanomateriais.

Nesta palestra serdo apresentados os detalhes instrumentais da estagdo de nano-FTIR do
Laboratério Nacional de Luz Sincrotron (LNLS) e os principais resultados cientificos desde sua
construgdo em 2013. A estacdo usa o feixe de banda larga de IR entregue pelo acelerador como fonte
de luz para o experimento s-SNOM. Resultados recentes na analise de polimeros, filmes de proteina e
dispositivos bidimensionais baseados em grafeno enfatizam a versatilidade da estacdo na abordagem
de problemas atuais e relevantes na ciéncia dos materiais e sistemas bioldgicos. Finalmente, serd
apresentado um estudo na area de Optica de campo-proximo [1] o qual possibilitou aumento
consideravel em SNR em s-SNOM, abrindo oportunidades para investigaces de materiais com baixo
coeficiente de espalhamento de IR, uma caracteristica comum da maioria dos sistemas organicos.
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